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SHUNT CAPACITORS FOR AC POWER SYSTEMS  
HAVING A RATED VOLTAGE ABOVE 1  000  V –  

 
Part 2:  Endurance testing  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

The main  task of I EC  techn ical  committees  i s  to  prepare  I n ternational  Standards.  I n  
exceptional  ci rcumstances,  a  techn ical  committee  may propose  the  publ ication  of a  techn ical  
speci fication  when  

•  the  requ ired  support cannot be  obta ined  for the  publ ication  of an  I n ternational  Standard ,  
despi te  repeated  efforts,  or 

•  the  subj ect i s  sti l l  u nder techn ical  development or where,  for any other reason ,  there  is  the  
fu ture  bu t  no  immed iate  poss ib i l i ty of an  agreement on  an  I n ternational  Standard .  

Techn ical  speci fications  are  subj ect to  review wi th in  th ree  years  of publ ication  to  decide  
whether they can  be  transformed  in to  I n ternational  Standards.   

I EC/TS  60871 -2 ,  wh ich  is  a  techn ical  speci fication ,  has  been  prepared  by I EC techn ical  
committee  33:  Power capaci tors  and  the ir appl ications.  
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Th is  th i rd  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  second  ed i ti on  publ ished  in  1 999.  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .  

Th is  ed i ti on  includes  the  fol lowing  s i gn i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  The  overvol tage  cycl ing  test  has  been  moved  to  I EC  60871 -1 : 201 4.  

The  text of th is  techn ical  speci fication  is  based  on  the  fol lowing  documents:  

Enqu i ry d raft  Report  on  voti ng  

33/536/DTS  33/565/RVC  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  techn ica l  speci fication  can  be  found  in  
the  report  on  voti ng  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i s t of a l l  parts  i n  the  I EC  60871  series ,  publ ished  under the  general  t i t l e  Shunt capacitors 
for a. c.  power systems having a  rated voltage above 1  000 V,  can  be  found  on  the  I EC  

websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC web s i te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  in  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  transformed  in to  an  I n ternational  s tandard ,  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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SHUNT CAPACITORS FOR AC  POWER SYSTEMS 
HAVING A RATED VOLTAGE ABOVE 1  000  V – 

 
Part 2:  Endurance testing  

 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 60871 ,  wh ich  i s  a  techn ical  speci fication ,  appl ies  to  capaci tors  accord ing  to  
I EC 60871 -1  and  g ives  the  requ i rements  for ageing  tests  of these  capaci tors.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60871 -1 : 201 4,  Shunt capacitors for a. c.  power systems having a  rated voltage above  
1  000 V – Part 1 :  General  

I EC TR 60996,  Method for verifying accuracy of tan delta measurements applicable to  
capacitors  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purpose  of th is  techn ical  speci fication ,  the  fol lowing  terms  and  defin i tions  appl y i n  
add i ti on  to  those  g i ven  i n  I EC  60871 -1 :  

3.1   
test un i t   
one of the  un i ts  to  be  manufactured  or a  specia l  un i t  wh ich ,  wi th  respect to  the  properties  to  
be  checked  by the  ageing  test,  i s  equ iva lent to  the  un i ts  to  be  manufactured  

Note  1  to  en try:  The  restri cti ons  on  test  un i t  d es ign  are  detai l ed  i n  Annex A.  

3.2   
comparable  e lement design  
range  of construction  e lements  that wi l l  be  comparable  i n  performance,  under the  test  
procedure,  wi th  e lements  of the  un i ts  to  be  manufactured  

Note  1  to  en try:   See  Annex A for deta i l ed  design  l im i ts .  

3.3   
in ter-element insu lation  

i nsu lation  between  two  series-connected  e lements,  cons isting  of:  

– the  ou ter turns  of the  i nsu lation  l ayers  around  the  e lectrodes  i n  an  e lement,  or  

– a  separate  i nsu lation  l ayer p laced  between  the  two e lements  

Note  1  to  en try:  Th i s  separate  i nsu lati on  l ayer may protrude  ou ts ide  the  wi d th  and  (or)  l ength  d imension (s)  of the  
fl attened  el ement  (see  Annex B).  
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4 Qual i ty requirements  and  tests  

4.1  Test requ irements  – General  purpose  

The ageing  test i s  a  specia l  test carried  ou t i n  order to  ascerta in  that  the  progression  of 
deterioration  resu l ti ng  from  increased  vol tage  s tress  at e levated  temperature  does  not cause  
un timel y fa i lu re  of the  d ie lectric.  I t  i s  a  mean  to  ensure  that bas ic materia l  selection  is  
properl y made and  that any rapid  deterioration  does  not take  p lace.  The  test shou ld  not be  
seen  as  a  tool  for any exact assessment of l i fe  characteristics  of a  d ie lectri c.  For that purpose  
various  research  and  development activi ti es  are  to  be  taken  care  of by the  manufacturers.   

The  ageing  test sha l l  be  carried  ou t as  specia l  tests  by the  manufacturer for a  particu lar 
d ie lectric system ,  i . e.  not  for each  particu lar capaci tor rating .  The  test resu l ts  are  appl icable  to  
a  wide  range  of capaci tor ratings  wi th in  the  l im i ts  defined  i n  Annex A.  The  purchaser shal l ,  on  
request,  be  suppl ied  wi th  a  certi ficate  detai l ing  the  resu l ts  of such  tests.  

4.2  Test procedure  

4.2. 1  General  

The ageing  test shal l  be  carried  ou t in  the  sequence g iven  below.  The  appl ied  test vol tage  
shal l  have  a  frequency of 50  Hz or 60  Hz,  except  for the  test accord ing  to  4 . 2 . 2  where  a  d . c.  
vol tage  can  be  used  accord ing  to  9 . 3  of I EC 60871 -1 : 201 4.  

4.2.2  Routine  test  

The  test un i t  shal l  be  subj ected  to  the  routi ne  vol tage  test between  the  term inals  (see  
IEC 60871 -1 )  wi th  an  ampl i tude  such  that the  correct test vol tage  i s  obta ined  across  each  
e lement.  

4.2.3  Cond ition ing  of the  un i ts  before the  test  

The  test un i t  sha l l  be  subjected  to  a  vol tage  of not l ess  than  1 , 1  UN  at  an  ambient temperature  

of not l ess  than  +1 0  °C  for not  l ess  than  1 6  h .  

NOTE  The  cond i ti on ing  i s  carried  ou t  to  stab i l i ze  the  d iel ectri c  properti es  of the  test  un i ts .  

4.3  Ageing  test  

4.3. 1  In i tial  capacitance  and  d ielectric  loss  measurements  

The capaci tor un i t  shal l  be  measured  at 0 , 9  to  1 , 1  t imes  the  rated  vol tage.  The  choice  of 
temperature  is  left  to  the  manufacturer.  

4.3. 1 . 1  Test method  

The ambien t temperature  during  the  ageing  test  sha l l  be  not l ess  than  55  °C.  

I t  i s  anticipated ,  g i ven  the  l im i ts  for the  test object speci fi ed  i n  Annex A,  that more  than  60  °C  
average  d ie lectric temperature  i s  ach ieved .  I f requested  by the  purchaser further detai ls  about 
the  re lation  between  external  and  i n ternal  (d ie lectric)  temperatures  shou ld  be  g i ven  by the  
manufacturer.  The  d ielectric temperature  may be  measured  wi th  thermocouples  on  specia l l y 
prepared  test un i ts  or estimated  from  previousl y establ ished  re lationsh ips  between  i n ternal  
and  external  temperatures  such  as  by use  of res isti ve  dummy capaci tors  described  i n  
I EC 60996.  

The  ambient temperature  shal l  be  he ld  constant wi th  a  to lerance of –2  °C  to  +5  °C.  Prior to  
energ ization ,  the  test un i ts  shal l  be  stabi l i zed  i n  th is  ambient for 1 2  h .  Due  to  the  l eng th  of th is  
test,  vo l tage  i n terruptions  are  a l lowed .  During  these  i n terruptions,  the  un i ts  shal l  remain  i n  the  
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con trol l ed  ambient.  I f power is  l ost to  the  chamber,  the  ambien t temperature  shal l  be  
reatta ined  for 1 2  h  prior to  re-energ ization  of the  un i ts .  

The  testi ng  time shal l  d epend  on  the  test vol tage.  E i ther one  of the  fol l owing  test cond i ti ons  
shal l  be  used :  

Test vol tage  Duration  
h  

1 , 25  U
N  3  000  

1 , 40  U
N  1  000  

 

4.3.2  F inal  capacitance  and  d ielectric  loss  measurements  

The measurement shal l  be  repeated  under the  same cond i tions  as  for the  i n i tia l  
measurement,  wi th in  a  temperature  to lerance of ±5°C.  The  measurements  shal l  be  made  
wi th in  two  days  after completing  the  tests  in  4 . 1 . 3. 2 .  

4.3.3  Acceptance  cri teria  

No breakdown  shal l  occur when  two un i ts  have  been  tested ,  or a l ternatively one  breakdown  is  
accepted  when  three  un i ts  have  been  tested .  

To  veri fy no  breakdown  the  capaci tance  measurements  performed  i n  4 . 3. 1  and  4. 3. 2  shal l  
d i ffer by l ess  than  an  amount correspond ing  to  breakdown  of an  element.  

4.4  Val id i ty of test  

The ageing  test i s  a  test on  the  e lemen ts  (thei r d ie lectric design  and  composi ti on),  and  on  
thei r process ing  (e lemen t wind ing ,  d rying  and  impregnation)  when  assembled  i n  a  capaci tor 
un i t.  Each  ageing  test wi l l  a lso  cover other capaci tor des igns,  wh ich  are  a l l owed  to  d i ffer from  
the  tested  design  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  Annex A.  

A test performed  at 50  Hz is  a lso  appl icable  for 60  Hz (and  l ower frequency)  un i ts  and  vice  
versa.  
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Annex A 
(normative)  

 
Requirements  regarding  comparable  
element design  and  test uni t design  

A.1  Test element design  cri teria  

A tested  e lement des ign  i s  cons idered  to  be  comparable  wi th  respect to  the  e lements  i n  the  
un i ts  to  be  manufactured  i f the  fo l l owing  requ i rements  are  fu l fi l l ed :  

a)  the  tested  e lement shal l  have  the  same or an  i n ferior number of l ayers  of sol i d  materia ls  i n  
the  d ielectric and  be  impregnated  wi th  the  same l i qu id .  

the  d ielectric shal l  be  wi th in  70°%  to  1 30°%  of the  th ickness  and  be  rated  at equal  or 
h igher e lectrica l  stress.  

when  a  d ie lectric contains  both  fi lm  and  paper,  the  stress  value  to  be  used  i n  th is  
comparison  is  the  stress  across  each  of the  sol i d  materia ls ,  calcu lated  us ing  the  th ickness  
of on l y the  sol i d  materia l s  and  the ir respective  perm i ttivi ty.  

for the  ageing  test,  us ing  res istors  and/or i n ternal  fuses  i s  i rre levan t for the  test.  I t  i s  up  to  
the  manufactu rer to  choose.   

b)  the  d ie lectric composi tion  of the  sol id  materials  shal l  be  the  same,  for example  a l l -fi lm  or 
a l l -paper or fi lm -paper-fi lm ,  etc. ;  

c)  so l i d  and  l iqu id  d ie lectric  materia ls  shal l  satisfy the  same manufacturer’s  speci fications;  

d )  the  a lum in ium-foi l  design  shal l  be  the  same:  

– same manufacturer’s  speci fication ;  

– th ickness  wi th in  ±20  %;  

– extended  or non-extended  foi l  edges;  

– folded  foi l  at  the  edges  and  (or)  cu t  ends  i f i t  i s  a  feature  of the  des ign ;  

– l ess  or equal  free  marg in ;  

e)  e lement connections  shal l  be  of the  same type,  for example  tabs,  so ldering ,  e tc. ;  

f)  the  e lement wid th  (acti ve  foi l  wid th)  i s  a l l owed  to  vary wi th in  50°%  to  400°%  and  the  
e lement l eng th  (acti ve  fo i l  l eng th)  i s  a l lowed  to  vary wi th in  30°%  to  300°%  (see  Annex B) .  

A.2  Test uni t design  

A test un i t  i s  considered  to  be  comparable  to  the  un i ts  to  be  manufactured  i f the  fol lowing  
requ irements  are  satisfied :  

a)  e lements  meeting  the  requ i rements  of Clause  A. 1  sha l l  be  s im i larl y assembled ,  have  
equal  or th inner i n ter-element i nsu lation ,  be  equal l y pressed  wi th in  the  manufacturing  
to lerance,  etc. ,  as  compared  wi th  the  un i ts  to  be  manufactured ;  

b)  a  su i table  number of e l ements  sha l l  be  connected  to  g i ve  not less  than  1 00  kvar ou tpu t at  
rated  vol tage  (50  Hz) .  Al l  connected  e lements  shal l  be  p laced  ad j acent to  each  other.   

NOTE  The  connected  e l ements  may be  series  and  paral l e l -connected  i n  any way to  match  the  test  
equ i pment.   

c)  the  connections  ou tside  the  tested  e lements  may be  en larged  i n  order to  hand le  the  
i ncreased  curren ts  due,  for example,  to  a  number of e l ements  in  paral le l ;  

d )  the  i nsu lation  to  the  conta iner shal l  be  of the  same th ickness  or th icker;  

NOTE  Th is  requ i rement i s  i n tended  to  ensu re  that  the  d ryi ng  and  impregnati on  cond i ti ons  are  equa l  to  those  
of the  u n i ts  to  be  produced .  The  electri cal  wi thstand  requ i rements  of the  i nsu l ation  to  con tai ner are  taken  care  
of by the  tests  accord i ng  to  C lauses  1 0  and  1 5  of I EC 60871 -1 : 201 4.  
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e)  a  con tainer shal l  be  used ,  the  he igh t of wh ich  is  not l ess  than  20%  of the  height  of the  un i t 
to  be  manufactured .  The  depth  and  wid th  of the  container shal l  not  be  l ess  than  50%.  

NOTE  These  ranges  i n  con tai ner d imensions  are  necessary to  a l l ow for the  vari ati on  i n  e l ement s i zes.  

The conta iner materia l  sha l l  be  of equal  type  (meta l ,  pol ymer etc. ) ,  bu t the  pa in ti ng  can  be  
om i tted  or may be  d i fferent.  

The  bush ing  des ign  and  number of bush ings  may be  ad justed  i n  order to  match  the  test  
vol tage  and/or test currents ;  

f)  the  d rying  and  impregnation  process  shal l  be  i den tica l  wi th  the  normal  production  process .  
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Annex B  
(informative)  

 
Defin i tion  of element and  capaci tor container d imensions  

B.1  Flattened  pressed  element 

As shown  i n  F igure  B . 1 ,  the  element has  been  pressed  flat  in  the  height  d i rection .  

 

Height 

Width 

(Flat-pressed) length 
IEC  

Figure B. 1  – Flattened  pressed  element  

Element or (active)  foi l  l eng th  is  obtained  by unwind ing  the  e lement i n  the  l eng th  d i rection .  

B.2  Capacitor container 

 

Height 

Depth 

Width 

IEC  

Figure  B.2  – Capaci tor container 

Heigh t i s  a lways  determ ined  from  the  s i de  on  wh ich  the  bush ings  are  fi tted  to  the  opposi te  
s i de.  Normal l y the  length  d imension  of the  fl attened  e lement corresponds  to  the  conta iner 
depth  d imension .  Depend ing  on  the  design ,  the  e lement wid th  d i rection  may correspond  to  
e i ther the  container he ight  or the  container wid th  d imension  (see  F igure  B. 2).  

_____________ 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
CONDENSATEURS SHUNT POUR RÉSEAUX À COURANT  

ALTERNATIF DE  TENSION  ASSIGNÉE SUPÉRIEURE À 1  000  V –  
 

Partie  2:  Essais  d ’endurance  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn iques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ' I EC).  L ' I EC  a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ' I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  d es  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  d e  l ' I EC").  Leur é l aboration  est  confiée  à  d es  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ' I EC,  parti cipent  
égal ement  aux travaux.  L' I EC col l abore  étro i tement avec l 'Organ isati on  I n ternational e  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ' I EC concernant l es  questions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesure  
du  possibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud i és,  étant  donné  q ue  l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC  
i n téressés  son t  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ' I EC se  présenten t  sous  l a  forme de  recommandations  i n ternational es  et  sont  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  q ue  l ' I EC  
s 'assure  de  l ' exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ' I EC  ne  peut  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l 'u n i form i té  i n ternationale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC  s 'engagent,  d ans  tou te  l a  
mesure  poss ible,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ' I EC  dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ' I EC  et  tou tes  pub l i cati ons  nationales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ' I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent aux marques  de  
conform i té  d e  l ' I EC.  L' I EC  n 'est  responsable  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cati on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ' I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ' I EC,  pou r tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  
de  j usti ce)  et  l es  d épenses  décou lan t  d e  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cation  de  l ' I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ' I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L 'u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  que  certains  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ' I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  d e  brevet.  L ' I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

La tâche  principa le  des  com i tés  d ’études  de  l ' I EC  est l ’é laboration  des  Normes  
i n ternationales.  Exceptionnel lement,  un  com ité  d ’études  peut proposer la  publ icati on  d ’une  
spéci fication   techn ique   

•  l orsqu ’en  dépi t  de  main ts  efforts,  l ’ accord  requ is  ne  peu t être  réal isé  en  faveur de  l a  
publ ication  d ’ une  Norme i n ternationale ,  ou  

•  l orsque  le  su jet en  question  est encore  en  cours  de  développement techn ique  ou  quand ,  
pour une  ra ison  quelconque,  l a  poss ib i l i té  d ’un  accord  pour la  publ ication  d ’ une  Norme 
i n ternationale  peut  être  envisagée  pour l ’ aven i r mais  pas  dans  l ’ imméd iat.  

Les  spéci fications  techn iques  font l ’ objet d ’un  nouvel  examen  trois  ans  au  p lus  tard  après  l eur 
publ ication  afin  de  décider éven tuel l ement de  l eu r transformation  en  Normes  i n ternationales.  
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L' I EC/TS  60871 -2 ,  q u i  est une  spéci fication  techn ique,  a  été  établ ie  par l e  com ité  d ’études  33  
de  l ' I EC:  Condensateurs  de  pu issance  et l eu rs  appl ications.  

Cette  tro is ième éd i tion  annu le  et remplace  l a  deuxième éd i tion  parue  en  1 999.  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i ti on  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  
précéden te:  

a)  L ’essai  de  tenue  avec cycles  de  surtension  a  été  déplacé  dans  l a  norme 

IEC 60871 -1 : 201 4.  

Le  texte  de  cette  spéci fication  techn ique  est i ssu  des  documents  su ivants :  

Projet  d ’ enquête  Rapport  de  vote  

33/536/DTS  33/565/RVC 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  spéci fication   techn ique.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  toutes  les  parties  de  l a  série  I EC  60871 ,  publ iées  sous  le  t i tre  général  
Condensateurs shunt pour réseaux à  courant alternatif de tension assignée supérieure à  1  
000 V,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web de  l ' I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  l es  données 
re latives  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  transformée  en  Norme in ternationale,  

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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CONDENSATEURS SHUNT POUR RÉSEAUX À COURANT  
ALTERNATIF  DE  TENSION  ASSIGNÉE SUPÉRIEURE À 1  000  V – 

 
Partie  2:  Essais  d ’endurance  

 
 
 

1  Scope 

La présen te  partie  de  l ' I EC 60871 ,  qu i  est une  spéci fication  techn ique,  s ’appl ique  aux 
condensateurs  conformes  à  l ' I EC 60871 -1  et  donne  l es  exigences  re latives  aux essais  de  
viei l l i ssement de  ces  condensateurs.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 60871 -1 : 201 4,  Condensateurs shunt pour réseaux à  courant alternatif de tension 
assignée supérieure à  1  000 V -  Partie  1 :  Généralités  

I EC  TR 60996,  Méthode de vérification de la  précision des mesures de la  tangente de l'angle 
de pertes applicable aux condensateurs  

3 Termes et défin i tions  

Pour les  besoins  de  la  présente  spéci fication  techn ique,  l es  termes  et défin i tions  su ivan ts  
s ’appl iquen t,  a ins i  q ue  ce l les  de  l ' I EC 60871 -1 :  

3.1   
un i té  d ’ essai   
l ’u ne  des  un i tés  à  fabriquer ou  une  un i té  spécia le  qu i  équ ivaut aux un i tés  à  fabriquer,  eu  
égard  aux propriétés  à  véri fi er par l 'essai  de  vie i l l i ssement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  restri cti ons  su r l e  modèl e  de  l ’ u n i té  d ’ essai  son t  déta i l l ées  dans  l ’Annexe  A.  

3.2   
modèle  d ’élément  comparable  
gamme d ’é lémen ts  fabriqués  qu i  sera  comparable  en  performances,  quan t à  l a  procédure  
d ’essai ,  aux é léments  des  un i tés  à  fabriquer 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r Annexe  A pou r l e  détai l  des  l im i tes  du  modèle.  

3.3   
i solement  en tre  éléments  
i solemen t entre  deux é léments  connectés  en  série,  se  composant:  

– des  spi res  externes  des  couches  isolan tes  s i tuées  au tour des  é lectrodes  de  l ’ é l ément,  ou  

– d ’une  couche  i solan te  de  séparation  p lacée  en tre  l es  deux é léments  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Cette  couche  i solante  de  séparation  peu t  dépasser l es  côtés  de  l ’ é l ément apl ati  en  l argeur et  
(ou )  en  l ongueu r (voi r Annexe  B).  
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4 Exigences  de  qual i té  et essais  

4.1  Exigences  d 'essai  – Objecti f général  

L’essai  de  vie i l l i ssement est un  essai  spécia l  effectué  pour s ’assurer que  l a  progression  de  l a  
dégradation  résu l tant de  l ’ augmentation  de  la  contra in te  de  tens ion  à  température  é levée  ne  
causera  pas  une  défai l l ance  prématurée  du  d ié lectri que.  I l  s 'ag i t  d 'un  moyen  pour garanti r que  
l e  choix des  matériaux de  base  est effectué  correctement et  q u 'une  détérioration  rapide  ne  se  
produ i t  pas.  I l  convient que  l 'essai  ne  soi t pas  cons idéré  comme un  ou ti l  pour une  évaluation  
exacte  des  caractéristi ques  de  durée  de  vie  d 'un  d iélectri que.  A cet effet,  d i verses  activi tés  de  
recherche  et  développement doivent  être  prises  en  charge   par l es  fabrican ts.   

L'essai  de  viei l l i ssement doi t être  réa l isé  comme un  essai  spécia l  par l e  fabricant pour un  
système d ié lectri que  particu l ier,  c'est-à-d i re  non   pour chaque modèle  particu l ier de  
condensateur.  Les  résu l tats  d ’essai  sont appl icables  à  une  l arge  gamme de  va leurs  ass ignées  
de  condensateurs  avec l es  l im i tes  défin ies  dans  l 'Annexe A.  Un  certi ficat donnan t l es  résu l tats  
détai l l és  de  ces  essais  doi t  ê tre  fourn i  à  l ’acheteur sur sa  demande.  

4.2  Procédure  d ’essai  

4. 2. 1  General   

L'essai  de  vie i l l i ssement doi t ê tre  effectué  selon  l a  séquence donnée ci -après.  La  tens ion  
d ’essai  appl i quée  doi t avoir une  fréquence de  50  Hz ou  de  60  Hz,  à  l ’exception  de  l ’essai  de  
4. 2. 2 ,  où  une  tens ion  con tinue  peut être  u ti l i sée  selon  le  Paragraphe  9. 3  de  l ' I EC  60871 -
1 : 201 4.  

4.2.2  Essai  i nd ividuel  de  série  

L’un i té  d ’essai  doi t ê tre  soum ise  à  l ’ essai  d iélectri que  i nd ividuel  entre  bornes  (voir  
I EC 60871 -1 )  avec une  ampl i tude  te l l e  que  l a  tens ion  d ’essai  correcte  soi t obtenue  aux 
bornes  de  chaque é lément.  

4.2.3  Cond itionnement des  un i tés  avant  l es  essais  

L’un i té  d ’essai  doi t  être  soum ise  à  une  tens ion  supérieure  ou  égale  à  1 , 1  UN  pendant au  
moins  1 6  h  à  une  température  ambian te  supérieu re  ou  égale  à  +1 0  °C.  

NOTE  Le  cond i ti onnement est  effectué  pour s tabi l i ser l es  propriétés  d i é lectri ques  des  un i tés  d ’essai .  

4.3  Essai  de  viei l l i ssement  

4.3. 1  Mesures  i n i tiales  de  la  capaci té  et  des  pertes  d iélectriques  

Le condensateur un i tai re  doi t  être  mesuré  à  une  valeur comprise  en tre  0 , 9  et 1 , 1  fo is  l a  
tens ion  ass ignée.  Le  choix de  l a  température  est l a issé  au  fabricant.  

4.3.2  Méthode d ’essai  

La température  ambiante  au  cours  de  l 'essai  de  viei l l i ssement ne  doi t pas  être  in férieure  à  
55  °C.  

Compte  tenu  des  l im i tes  pour l 'objet d 'essai  spéci fiées  en  Annexe A,  l 'obtention  d 'une  
température  moyenne du  d ié lectrique  supérieure  à  60  °C  est attendue.  S i  l 'acheteur le  
demande,  i l  convien t que  des  déta i l s  supplémentai res  concernant  la  re lation  entre  l es  
températures  externe  et i n terne  (du  d ié lectrique)  soient fourn is  par l e  fabrican t.  La  
température  du  d ié lectri que  peu t être  mesurée  avec des  thermocouples  su r des  un i tés  d 'essai  
spécia lement préparées,  ou  être  estimée par des  re lations  préalablement établ ies  entre  les  
températures  i n terne  et externe,  comme cel les  u ti l i sées  dans  l es  condensateurs  factices  à  
rés istance  décri ts  dans  l ' I EC  60996.  
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La  température  ambian te  doi t rester constante  avec une  tolérance  de  –2  °C  à  +5  °C.  Avan t l a  
m ise  sous  tens ion ,  l es  un i tés  d ’essai  doiven t être  stabi l isées  à  cette  température  ambiante  
pendan t une  durée  de  1 2  h .  A cause  de  l a  durée  importan te  de  cet essai ,  des  i n terruptions  de  
tension  son t au torisées.  Pendant ces  i n terruptions,  l es  un i tés  doiven t demeurer à  cette  
température  ambiante  con trôlée.  S i  l a  pu issance therm ique  est  perdue  dans  l ’encein te,  l a  
température  ambian te  doi t être  atte in te  de  nouveau  pendant 1 2  h  avan t de  remettre  les  un i tés  
d ’essai  sous  tension .  

La  durée  de  l ’essai  doi t  dépendre  de  l a  tens ion  d ’essai .  L ’ une  des  deux cond i ti ons  d ’essai  
su ivantes  doi t  ê tre  u ti l i sée:  

Tension  d ’essai  Durée  
h  

1 , 25  UN  3  000  

1 , 40  UN  1  000  

 

4.3.3  Mesures  finales  de  la  capacité  et  des  pertes  d iélectriques  

La mesure  doi t ê tre  répétée  dans  l es  mêmes cond i ti ons  que  pour la  mesure  in i tia le,  avec une  
tolérance de  température  de  ±5°C.  Les  mesures  doivent être  réa l isées  dans  les  deux j ours  qu i  
su ivent  l es  essais  de  4 . 1 . 3. 2.  

4.3.4  Cri tères  d ’acceptation  

Aucun  claquage ne  doi t se  produ ire  quand  deux un i tés  ont  été  essayées  ou ,  en  variante,  u n  
claquage est accepté  quand  tro is  un i tés  on t été  essayées.  

Afi n  de  véri fier qu 'aucun  claquage  ne  s 'est produ i t,  l es  mesures  de  la  capaci té  effectuées  aux 
paragraphes  4 . 3. 1  et 4 . 3 . 2  ne  doivent pas  d i fférer de  pl us  d ’ un  claquage d ’un  élément.   

4.4  Val id i té  de  l ’ essai  

L’essai  de  vie i l l i ssement est un  essai  sur l es  é l éments  (conception  et composi tion  du  
d ié lectrique)  et sur l eur process  de  fabrication  (bobinage,  séchage  et  imprégnation  des  
é lémen ts)  quand  i l s  sont assemblés  dans  un  condensateur un i tai re.  Chaque essai  de  
viei l l i ssement couvre  également d ’au tres  modèles  de  condensateurs  qu i  peuvent s ’écarter du  
modèle  essayé  dans  les  l im i tes  établ i es  dans  l 'Annexe  A.  

Un  essai  réa l isé  à  50  Hz est auss i  appl icable  à  60  Hz (et pour des  fréquences  i n férieures)  et  
réciproquement.  
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Annexe A 
(normative)  

 
Exigences  concernant le  modèle  d ’éléments  comparables   

et le  modèle  d ’unité  d ’essai  

A.1  Cri tères  relati fs  au  modèle  d ’élément d 'essai  

Le modèle  d ’é lément d ’essai  est cons idéré  comme comparable  aux éléments  dans  l es  un i tés  
à  fabriquer s i  l es  exigences  ci -après  son t respectées:  

a)  l ’é lément essayé  doi t  avoir le  même nombre  ou  un  nombre  i n férieur de  couches  de  
matériaux d iélectriques  sol i des  et  être  imprégné  avec l e  même l i qu ide.  

l e  d ié lectri que  doi t  avoi r une  épaisseur en tre  70°%  et 1 30°%,  et  i l  do i t  être  d imensionné  
pour un  grad ient  d ié lectri que  égal  ou  supérieur.  

dans  l e  cas  où  l ’ é lément con tient un  d ié lectrique  m ixte  (fi lm  et papier),  l a  va leur du  
g rad ien t à  reten ir pour effectuer la  comparaison  est l a  va leur appl i quée  à  chacun  des  
matériaux sol i des,  ca lcu lée  un iquement en  fonction  de  l ’épaisseur des  matériaux sol i des  
et  de  l eurs  perm i ttivi tés  respectives.  

pour l 'essai  de  vie i l l i ssement,  l ' u ti l i sation  de  rés istances  et/ou  de  fus ib les  i n ternes  n 'est 
pas  nécessai re.  I l  appartien t au  fabrican t de  chois i r.   

b)  l a  composi tion  des  matériaux d ié lectriques  sol i des  doi t être  l a  même,  par exemple  tou t 
fi lm  ou  tou t papier ou  fi lm -papier-fi lm ,  etc. ;  

c)  l es  matériaux d ié lectri ques  sol ides  et l i qu ides  doiven t satisfai re  aux mêmes spéci fications  
du  fabricant;  

d )  l e  modèle  de  la  feu i l l e  d ’a lum in ium  doi t  être  le  même:  

– même spéci fication  du  fabricant;  

– même épaisseur à  ±20°%  près;  

– bords  d ’armatures  débordan ts  ou  non ;  

– armature  repl iée  aux bords  et  (ou)  coupée  s i  c’est  une  caractéristi que  du  modèle;  

– marge  l i bre  égale  ou  i n férieure;  

e)  l es  connexions  des  é léments  doivent  être  du  même type,  par exemple  l anguettes,  
soudage,  etc. ;  

f)  l a  l argeur de  l ’ é lément ( l argeur acti ve  de  l ’ armature)  peut  varier de  50°%  à  400°%  et l a  
l ongueur de  l ’ é lément ( longueur acti ve  de  l ’ armature)  peu t varier de  30°%  à  300°%  (voi r 
Annexe B) .  

A.2  Modèle  d ’uni té  d ’essai  

Une un i té  d ’essai  est cons idérée  comme comparable  aux un i tés  à  fabriquer s i  l es  exigences  
ci -après  sont  rempl ies :  

a)  l es  é léments  respectant l es  exigences  de  l ’Article  A. 1  doivent être  assemblés  de  l a  même 
man ière  que  l es  un i tés  à  fabriquer,  avec un  isolement entre  é léments  d ’épaisseur égale  
ou  p lus  fa ib le,  e t i l s  doiven t être  comprimés  avec l es  mêmes  l im i tes  de  tolérance de  
fabrication ,  etc. ;  

b)  un  nombre  approprié  d 'é léments  doiven t être  raccordés  de  man ière  à  obten ir une  
pu issance  m in imale  de  1 00  kvar sous  tension  ass ignée  (50  Hz).  Tous  l es  é léments  
raccordés  doivent être  p lacés  les  uns  à  côté  des  au tres.   

NOTE  Les  é l éments  raccordés  peuvent être  connectés  en  séri e  et  en  paral l è l e  pour s ’adapter à  l ’ i nsta l l ati on  
d ’essai .   
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c)  l es  connexions  extérieures  aux é léments  essayés  peuvent être  su rd imensionnées  afi n  de  
supporter l es  augmentations  de  courant dues,  par exemple,  au  nombre  d ’é léments  en  
paral l èle;  

d )  l ’ i solement par rapport  à  l a  cuve  doi t être  d ’épaisseur égale  ou  supérieure;  

NOTE  Cette  exigence  a  pou r bu t  de  s ’assu rer que  l es  cond i t i ons  de  séchage  et  d ’ imprégnation  son t  égal es  à  
cel l es  d es  u n i tés  à  fabri quer.  Les  exi gences  de  tenue  d ié l ectri que  de  l ’ i solement par rapport  à  l a  cuve  sont 
pri ses  en  compte  par l es  essais  selon  l es  Arti cl es  1 0  et  1 5  de  l ' I EC 60871 -1 : 201 4.  

e)  une  cuve  doi t  être  u ti l i sée,  don t la  hauteur n 'est  pas  in férieure  à  20%  de  la  hau teur de  
l 'un i té  à  fabriquer.  La  profondeur et la  largeur de  l a  cuve  ne  doiven t pas  être  i n férieures  à  
50%.  

NOTE  Ces  p l ages  de  d imens ions  de  l a  cuve  son t  nécessai res  pour ten i r compte  des  d imensions  variables  
des  é l éments.  

Le  matériau  de  la  cuve  doi t ê tre  de  même type  (métal ,  pol ymère,  etc. ) ,  mais  l a  pein ture  
peu t être  om ise  ou  peut être  d i fféren te.  

Le  nombre  et l e  modèle  des  traversées  peuvent être  adaptés  à  l a  tens ion  et/ou  aux 
courants  d ’essai ;  

f)  l e  procédé  de  séchage et d ’ imprégnation  doi t être  i denti que  au  procédé  de  l a  production  
normale.  
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Annexe B  
(informative)  

 
Défin i tion  des  d imensions  de  l 'élément et de  la  cuve du  condensateur 

B.1  Elément aplati  par compression  

En  F igure  B. 1 ,  l ' é l émen t a  été  aplati  par compress ion  su ivant  l a  hau teu r.  

 

Hauteur 

Largeur 

Longueur (comprimée) 
IEC  

Figure B. 1  – E lément  aplati  par compression  

On  obtien t la  l ongueur de  l ’armature  (active)  ou  de  l 'é l ément en  dérou lan t ce  dern ier dans  le  
sens  de  la  longueur.  

B.2  Cuve du  condensateur 

 

Hauteur 

Profondeur 

Largeur 
IEC  

Figure B.2  – Cuve du  condensateur 

La  hauteur est tou j ours  déterm inée  à  parti r de  l a  face  qu i  porte  l es  traversées  et j usqu 'à  la  
face  opposée.  Normalement,  l a  l ongueur de  l 'é lément ap lati  par compression  correspond  au  
sens  de  la  profondeur de  l a  cuve.  Su ivant l a  conception ,  l a  largeur de  l 'é l ément peut 
correspondre  soi t au  sens  de  l a  hauteur de  l a  cuve,  so i t  au  sens  de  l a  l argeur de  l a  cuve  (voi r 
F igure  B. 2).  

_____________ 
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